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 :درساهداف  ✓

  انجام   را  سازینمونه  کنند، انتخاب  را  نیاز مورد  و مناسب  شناسایی روش تواننددانشجویان می با گذراندن این درس،  .1

 .    نمایند تفسیر  و تحلیل را  نانومواد  شناسایی  متنوع هایروش  از  آمده  دست به  نتایج نهایت   در و دهند

 

 عملی بود، نوع آموزش در توضیحات بیان شود( -نظری)در صورتی که واحد عملی یا   ارائه در کلاس:رئوس مطالب و برنامه 

 توضیحات  موضوع جلسه درس  شماره جلسه

  های مشخصه یابی نانومواد آشنایی با انواع روش  جلسه اول

  های نانوساختارهای فلزی ، تحلیل طیف UV-vis سنجیطیف  جلسه دوم 

  نقاط کوانتومی  های، تحلیل طیف UV-vis سنجیطیف  جلسه سوم 

  DLSپراکندگی پویای نور  جلسه چهارم 

  Xپراش  و پراکندگی پرتوهای   جلسه پنجم

  Xپراش  و پراکندگی پرتوهای   جلسه ششم 

  Xفلورسانس پرتورهای   جلسه هفتم 

  Xطیف سنجی فتوالکترون پرتوهای  جلسه هشتم

  طیف سنجی الکترون اوژه  جلسه نهم 

  سنجی تبدیل فوریه فروسرخ طیف   جلسه دهم 

  سنجی رامان طیف  جلسه یازدهم 

  طیف سنجی فوتولومینسانس  جلسه دوازدهم 

  طیف سنجی پاشندگی انرژی  - میکروسکوپ الکترونی روبشی جلسه سیزدهم 

  میکروسکوپ الکترونی عبوری  جلسه چهاردهم 

  میکروسکوپ نیروی اتمی  جلسه پانزدهم 

  میکروسکوپ تونلی روبشی  جلسه شانزدهم 

 

 

 



 

 

 های آزمایشگاهی و کار با نرم افزارها تحلیل دادهتمرین و  %20پایان ترم و  %40ترم، میان  %40 روش ارزشیابی: ✓
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